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様々な機能を持つ物質の性質を理解する上で、それらの電子状態を知ることは

非常に重要である。固体表面の電子状態の分析法としては、X 線光電子分光 (X -r a y  

ph o to e l e c t r o n  s pe c t r os c op y： X P S )、 紫 外 線 光 電 子 分 光  ( Ul t r a v i o l e t  ph o t o e l e c t r o n  

sp e c t r o sc o p y：UP S )、あるいはオージェ電子分光 ( Au ge r  e l e c t r on  sp e c t ro sc o p y：A E S)

などが広く用いられ、すべて現在では欠くことのできない技術となっている。し

かしながら、これらの分析は、超高真空下にて行われるものであり、対象試料が

超高真空への導入に耐えられる試料に限定されてしまう。大気中で使用される工

業用材料については、大気中での電子状態測定が望まれ、実際の反応が起こった

り、触媒が機能したりする雰囲気で、時々刻々と変化する表面の その場分析を行

うことが理想的である。X P S や UP S は光電子放出を利用した分析法であるが、類

似した手法の一つに、試料にエネルギーを変えながら紫外線を照射し、放出され

る光電子数を測定する光電子収量分光法（ P h o t o e mi s s i on  Yie l d  S p ec t r os c o p y：P YS）

がある。この方法は、価電子帯上端近傍の電子状態に敏感な手法であるが、検出

器の制約のため、従来は超高真空下で行われる方法であった。1 9 8 1 年に、大気中

で電子計数が可能な装置（オープンカウンター）の発明によって、大気中でも P YS

測定が可能となった。現在では、この大気中での P YS 測定法は大気中光電子収量

分光法（ P h o to e mi s s io n  Yie ld  S p e c t r o sc op y  i n  Ai r： P YS A）と呼ばれている。非真

空下でも高分解能の電子状態測定が行えるようになり、商品化された P Y S A 装置

は工業用材料の電子状態測定に広く利用され、特に、有機エレクトロニクス分野

で広く用いられている。そのような分野において新規材料の研究・開発が盛んに

なると、よりイオン化ポテンシャルの大きな物質に対応するために、 測定範囲の

高エネルギー域への拡張が望まれるようになった。また、 P YS A 装置は大気中で

時々刻々と変化する表面の電子状態をその場で観察できる装置であるが、測定中

の試料の温度や湿度などの制御により、より実用環境の再現が可能となる。  

本論文は、上記の要求に対する P YS A 装置の改良として行った、１）測定範囲

の高エネルギー域への拡張、２）試料環境（温度・湿度）の制御、ならびにその

改良型 P YS A 装置を用いた表面分析に関する研究をまとめたものであり、全 5 章

で構成される。以下にその概要を記す。  

第１章「緒言」では、本 研 究 の 背 景 な ら び に 概 要 を 述 べ た 。 ま ず 表 面

分 析 に お け る P YS A の 位 置 付 け に つ い て 述 べ 、 従 来 の P YS A 装置に 求

め ら れ る 改 良 点 を 示 し た 。 そ れ を 基 に し て 、 本 研 究 を P YS A 装置の改

良と表面分析への応用に関する研究と位置付け、目的を整理した。  

第２章「大気中光電子収量分光法」では、 P YS A 法の原理ならびに装置構成に

つ い て 述 べ た 。 ま ず 、 P YS A 装 置 を 用 い た 測 定 結 果 か ら 光 電 子 放 出 の し き い値

（ E P E T）、状態密度、表面皮膜の膜厚を求める方法とその原理をまとめた。さらに、

大気中で電子計数が可能な装置であるオープンカウンターの構成と測定原理を説

明した。また、現在までに解明されているオープンカウンターの光電子計数機構
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と、それをもとに見積もられる検出器の不感時間特性について述べた。  

第３章「測定可能範囲の高エネルギー域への拡張」では、 P YS A 装置の測定範

囲を高エネルギー域へと拡張するために作製した窒素置換型光学系と、 それを用

いた P YS A について記述した。既存の P YS A 装置では、大気中の酸素による照射

光の吸収のため、測定範囲の上限は 6 . 2eV であった。照射光の酸素による吸収を

抑えるために、光路中の酸素をできる限り少なくするような窒素置換型光学系を

作製して測定範囲の拡張を行った。窒素置換によって 6 . 2  eV 以上の照射光の吸収

が軽減され、 6 . 2  e V 以上の高エネルギー領域でも照射可能となり、 P YS A 装置の

光源として測定範囲の上限を 7 . 0 eV まで広げることができた。この窒素置換型光

学系を用いて、従来の P YS A 装置では測定ができなかった 3 種類の実験を行った。  

まず 1 つ目の例として、 He x a p he n y l c yc l o t r i s i l o xa n e の E P E T の見積もり、フタロ

シアニンの電子状態解析を行った。この実験により、 H ex a ph e n y l c yc l o t r i s i l ox a ne

のイオン化ポテンシャルは 6 . 4 9 eV と見積もられ、従来型の測定範囲の上限よりも

大きな値であり、この改良により、従来型の光学系では不可能であった物質のイ

オン化ポテンシャルの見積もりが可能となった。また、フタロシアニンの電子状

態解析では、中心が H 2、 F e、 N i、 C u のフタロシアニンを対象としたが、状態密

度の形状はそれぞれ顕著に異なっていた。また、この違いを検討するために分子

軌道計算を行い、それにより得られる状態密度が P YS A によって得られた状態密

度をよく再現することも示すことができた。  

次に 2 つ目の例として、透明導電性酸化物の 1 つである Sb を添加した B aS n O 3

の電子状態解析の結果について記した。電気伝導特性を理解する上で重要な指標

となる電子状態や欠陥形成のメカニズムの詳細について、 P YS A 測定と第一原理

計算による解析を行った。P YS A 測定の結果、S b 添加によって E P E T が低下するこ

とが確認されたが、これは S b 添加によって Ba S n O 3 の価電子帯上端に新しいバン

ドが形成されたことを示す結果である。また、S b 添加量が増えるとしきい値には

変化がないが、そのバンドの電子の数が増加することを意味する測定結果も得ら

れた。この結果は、電気伝導性の変化と正の相関を示す結果であり、 P YS A 測定

の結果により電気伝導性の変化を説明することができた。一方、広く用いられて

いる平面波基底第一原理計算を行い、その結果からも、 S b 添加によって Ba Sn O 3

の価電子帯上端に新しいバンドが形成されることが示された。  

3 つ目の例として、希薄磁性体の 1 つである M n ,  F e 共添加 In 2 O 3 の電子状態解

析について記した。強磁性を発現する臨界温度が低いことが希薄磁性体の１つの

課題とされている中、M n,  F e 共添加 In 2 O 3 は、室温で強磁性を示す。本研究では、

Mn や Fe を添加することによる価電子帯上端近傍の変化に着目した電子状態解析

を試みた。P YS A 測定の結果、In 2 O 3 に磁性元素を添加することによって E P E T が変

化することを確認した。すなわち、M n ,  F e 共添加により、価電子帯上端に新たな

占 有 準 位 が 形 成 さ れ た こ と を 示 す 結 果 を 得 た 。 E P E T の 値 は E P E T ( In 2 O 3 :M n )  <  
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E P E T ( In 2 O 3 : (M n ,  Fe ) )  <  E P E T ( In 2 O 3 : F e )  <  E P E T ( In 2 O 3 )のように、添加した元素によっ

て異なった。分子軌道計算による解析結果からも価電子帯上端に新たな占有準位

が形成されることが示され、その準位の位置により実験で得た E P E T の変化を説明

できた。また、この分子軌道計算の結果により、新たに形成された占有準位を構

成する添加元素の寄与の違いを検討した。  

 第４章「試料環境（温度・湿度）の制御」では、新たに開発した温度・湿度制

御装置について述べた。そして、これらの装置を利用して行った、二酸化チタン

（ Ti O 2）表面の水の脱離過程の観察、U V オゾン処理後の S n 添加 In 2 O 3（ In d i u m t i n  

ox i de： ITO）表面の観察について述べた。  

 Ti O 2 は光触媒として注目されているが、その一方で表面の高い濡れ性を持つこ

とも注目を集めている。これらはいずれの場合も、表面に吸着した水分子と Ti O 2

表面との相互作用に起因するものである。そこで、 Ti O 2（アナターゼ）粉末を乾

燥雰囲気にさらして、その表面から徐々に水分子が離脱する様子を観察したとこ

ろ、 E P E T と Yi e l d の傾きが共に変化した。これは、乾燥雰囲気にさらされること

で吸着していた水分子の層が徐々に薄くなり、それに伴って計数される光電子数

が徐々に増加したことに起因するものと考えられる。この結果をより理解するた

めに、吸着水を加熱によって脱離させたときの観察も行ったが、乾燥雰囲気にさ

らした場合と同様の傾向を示すことが確認された。また、乾燥雰囲気にさらした

ときの吸着水の膜厚の変化について、最も吸着量が多い状態の膜厚から、光電子

放出量の傾きの変化が飽和したとき、すなわち観察した中では最も吸着量が少な

いときの膜厚までの間の相対的な変化について議論し、乾燥雰囲気にさらされた

ときの吸着水の膜厚の変化が 2 次反応速度式に従うことを示した。  

次に、透明電極材料として最も広く用いられている IT O 表面の観察について記

した。 IT O の仕事関数の値がデバイスの性能に大きな影響を及ぼすので、表面処

理によって仕事関数を変化させる手法が広く用いられている。その中の 1 つとし

て用いられる U V オゾン処理について、処理後の仕事関数の変化を温度と湿度を

制御して観察し、これらの影響を調べることを目的とした。 UV オゾン処理前に

4 .6 9 eV であった IT O の仕事関数は、処理直後には 5 . 2 2 e V となった。その後、大

気中に放置しておくと、時間とともに仕事関数は低下して、処理前の値に戻った。

仕事関数が戻る過程において、湿度の影響はほとんどないことが確認されたが、

室温から 9 5℃までの範囲の様々な温度で保持して観察したところ、高温ほど短時

間で戻ることが確認された。時間経過に伴い、どの温度においても仕事関数は指

数関数的に減衰し、 1 次反応速度式でよく再現されることを示すことができた。  

 第 5 章「結言」では、本論文の内容を総括し、結論を述べた。  
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